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Abstract (en)
[origin: WO8707429A1] The apparatus for carrying out local chemical analysis at the surface of solid materials by spectroscopy of X photoelectrons
comprises an ultrahigh vacuum analysis chamber (1) wherein is housed the sample to be analyzed (2) which is connected to a manipulator (3)
arranged outside said chamber (1), an analyzer (4) situated in the vicinity of the sample and an electron source (5) emitting an electronic beam (10).
The apparatus of the present invention is characterized in that it comprises between the electronic beam (10) and the sample (2) which is a solid
massive material a microsource of X photons (6) arranged as close as possible to said massive sample (2).

Abstract (fr)
L'appareil d'analyses chimiques locales à la surface de matériaux solides par spectroscopie de photo-électrons X comprenant une chambre
d'analyse ultravide (1) dans laquelle est logé l'échantillon à analyser (2) qui est relié à un manipulateur (3) disposé à l'extérieur de ladite chambre
(1), un analyseur (4) situé à proximité de l'échantillon et une source d'électrons (5) émettant un faisceau électronique (10) est caractérisé en ce qu'il
comporte entre le faisceau électronique (10) et l'échantillon (2) qui est un matériau solide massif, une microsource de photons X (6) disposée le plus
près possible dudit échantillon massif (2).
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